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5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)



Багатофункціональна система діагностики наноструктур з використанням багатошарової рентгенівської оптики

Назва роботи (англ)

Multifunctional system for diagnostic of nanostructures using of multilayer x-ray optics

Реферат (укр)

Показано, що методи повного зовнішнього відбиття рентгенівських променів дозволяють отримувати параметри поверхні 
для зразків з різним типом рельєфу. Проведено аналіз можливостей використання багатошарових систем МоВ4С і 
фулеренових покриттів для створення рентгенівських лінз. Розроблено конструкцію камери квазізамкнутого об'єму з 
тримачем підкладинки, охолоджуваним через тепловий опір. Отримано криві дифракційного відбивання від плівок 
нанесених при однакових швидкостях осадження але різних температурах тримача підкладки. Створено макетний зразок 
рентгенівської лінзи.

Реферат (англ)

It is shown, that methods of the total external reflection of X-rays allow measuring parameters of a surface for samples with 
different type of a relief. The analysis of opportunities for application of multilayered MoB4C systems and fullerene coats in X-
ray lenses manufacturing is fulfilled. The construction of the quasiclosed volume camera with the holder of a substrate cooled 
through thermal resistance is developed. X-ray rocking curves are gained from films superimposed at identical deposition 
velocities but different temperatures of the substrate holder. The model sample of X-ray lens is created.5635
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